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　薄膜法の原理と特長として，X線を試料面に対して低角入射�

（0.2～1°）することにより，より浅い表面層の情報が得られます。�

　Fig.2にカタログ用紙の通常法（θ-2θ法）と薄膜法の回折パタ�

ーンを示しました。　薄膜法では下地繊維の回折線がほとんど見�

られず，回折がコート材のさらに浅い層から生じたことがわかりま�

す。�

　薄膜法の回折パターンからこの試料の表面ではタルクが減少�

し，カオリナイトが増加する傾向が認められました。
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